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,,Fotovoltaicke slunecni clanky na bazi kfemiku: studium materialu a solarnich

struktur metodou Fourierovske fotovodivostni spektroskopie"

Prace popisuje mefeni povrchoveho fotovoltaickeho (SPV) jevu pomoci
Fourierovskeho spektrometru. Metoda SPV je vhodna pfedevsim pro urcovini difuzni
delky minoritnich nosicu proudu, coz je zakladni parametr polovodicovych materialu
i struktur. Vyuziti Fourierovskeho spektrometru pro tento ucel dovoli podstatne
zrychleni mefeni a umozni tak lepsi aplikaci metody pfi vyrobe polovodicovych
soucastek, zejmena slunecnich clanku. Pro splneni tohoto cile musel diplomant
vykonat celou fadu pfipravnych mefeni, aby zjistil meze pouzitelnosti metody.
Protoze tato technika nedovoluje udrzovat konstantni intenzitu zifeni dopadajiciho na
vzorek ani konstantni napeti na vzorku behem mefeni pfi ruznych vlnovych delkach,
bylo nutno zjistit podminky, za nichz je signal SPV linearni a jaky je zpiisob jeho
zavislosti na frekvenci modulace, ktera se meni v prubehu snimani spektra. Vliv
frekvence modulace na difuzni delku a dobu zivota nosicu je v praci odvozen,
porovnani mefeni s pomoci monochromatoru a FTIR spektrometru vsak provedeno
nebylo.

Krome prace s FTIR spektrometrem v rezimu SPV a konstantniho fotoproudu
diplomant zvladnul jeste mefeni opticke absorpce a reflexe.

Diplomova prace obsahuje velke mnozstvi zajimaveho materialu, je vsak
poznamenana spechem pfi jejim zpracovani. Nasledkem toho se v ni vyskytuje mnoho
formalnich chyb (chybejici obrazek 4.12, dva obrazky 4.14, chybne odkazy na vztahy
-napf. neexistujici (1.4) a pod.). Zavaznejsi jsou chyby v nekterych vztazich, jako je
vyraz (3.17) pro IQE na str.30, chybny je vyraz pro JPH (3.22a,b) a (3.10) pro
fotoproud. Obr.2.3 neznazornuje rovnovazny stav. V odstavci na str. 17, ktery
pojednava o FQL aproximaci, neni uvedeno, kde se vysoka rychlost povrchove
rekombinace (SRV) vlastne uvazuje. Separaci naboju v OPN zpusobuje elektricke
pole. Pro generaci fotonapeti muze byt v nekterych pfipadech dominantnim
mechanizmem take drift naboju (str. 19).

Odchylka spektra SPV v kratkovlnne oblasti se zde vysvetluje pomoci modelu na
obr.4.10. Pfedpoklada se vedeni po povrchu zpusobene povrchovymi stavy nebo
ucinkem inversni vrstvy. Tyto mechanizmy by vsak bylo nutno prokazat.

Spektrum SPV mefene na tenke desticce je ovlivneno difuzni delkou i rychlosti
odsavani nosicu na rozhrani OPN a objemu. Oba tyto parametry Ize oddelit jenom
mefenim na ruzne tlustych vzorkach. Pfisvetlenim kratkovlnnym svetlem se rychlost
odsavani na osvetlovanem povrchu sice snizuje (viz obr.4.14), rychlost povrchove
rekombinace vsak muze zustavat stale nenulova, stejne jako vliv spodni oblasti
prostoroveho naboje.

Z uvedeneho vyctu pfipominek je videt, ze diplomant pracoval vskutku samostatne.
Nemelo by to vsak vest k domnence, ze nepracoval dobfe. J.Holovsky je velmi
iniciativni, kriticky, samostatne navrhuje a provadi feseni problemu po prakticke i
teoreticke strance. V kratkem case zvladnul obtiznou teorii, kterou pak prakticky
vyuzival a stal se velmi platnym clenem pracovniho tymu.
Doporucuji, aby pfedlozena price J.Holovskeho byla uznana za praci diplomovou a
oklasifikovina stupnem velmi dobfe.
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